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﹩﹣燉．—

前 言

本标准等同采用 ＩＥＣ６０３５２４：１９９４《无焊连接 第 ４部分：不可接触无焊绝缘位移连接 一般要

求、试验方法和使用导则》。
本标准由中华人民共和国信息产业部提出。
本标准由全国电子设备用机电元件标准化技术委员会归口。
本标准由信息产业部电子工业标准化研究所负责起草。
本标准主要起草人：佘玉芳、汪其龙。
本标准为首次发布。
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﹩﹣燉．—

﹫﹦﹤前言

１）ＩＥＣ（国际电工委员会）是由各国家电工委员会（ＩＥＣ国家委员会）组成的世界性标准 化 组 织。
ＩＥＣ的目的是促进电工电子领域标准化问题的国际合作。为此目的，除其他活动外，ＩＥＣ发布国际标准。
国际标准的制定由技术委员会承担，对所涉及内容关切的任何 ＩＥＣ国家委员会均可参加国际标准的制

定工作。与 ＩＥＣ有联系的任何国际，政府和非官方组织也可以参加国际标准的制定。ＩＥＣ与国际标准化

组织（ＩＳＯ）根据两组织间协商确定的条件保持密切的合作关系。
２）ＩＥＣ在技术问题上的正式决议或协议，是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员

会制定的，对涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。
３）这些决议或协议以标准，技术报告或导则的形式发布，以推荐的形式供国际上使用，并在此意义

上，为各国家委员会认可。
４）为了促进国际上的统一，各 ＩＥＣ国家委员会有责任使其国家和地区标准尽可能采用 ＩＥＣ标准。

ＩＥＣ标准与相应国家或地区标准之间的任何差异应在国家或地区标准中指明。
国际标准 ＩＥＣ６０３５２４由 ＩＥＣ燉ＴＣ４８（电子设备用机电元件和机械结构）制定的。
本标准文本以下列文件为依据：

ＤＩＳ 表决报告

４８Ｂ（Ｃ．Ｏ．）２５１ ４８Ｂ（Ｃ．Ｏ．）２５６

表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅。
ＩＥＣ６０３５２在总标题《无焊连接》之下由下列四部分组成：
——第 １部分：无焊绕接连接 一般要求、试验方法和使用导则（１９８３）；
——第 ２部分：无焊压接连接 一般要求、试验方法和使用导则（１９９０）；
——第 ３部分：可接触无焊绝缘位移连接 一般要求、试验方法和使用导则（１９９３）；
——第 ４部分：不可接触无焊绝缘位移连接 一般要求、试验方法和使用导则（１９９４）。
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﹩﹣燉．—

﹫﹦﹤引言

在无焊绝缘位移连接方面由两部分标准组成：
第 ３部分：可接触无焊绝缘位移连接 一般要求、试验方法和使用导则。
第 ４部分：不可接触无焊绝缘位移连接 一般要求、试验方法和使用导则。
本标准规定了要求、试验方法和使用导则的资料。
本标准规定了两个试验一览表：
——基本试验一览表：适用于符合第二篇中全部要求的绝缘位移连接，这些要求是基于这种连接的

成功使用的经验提出的。
——完全试验一览表：适用于不完全符合第二篇中全部要求的绝缘位移连接，例如：在第二篇中没

有规定在制造时所采用的材料或表面涂覆层。
使用这两种试验一览表的原则是：在考虑到成本和时间时，对于确立的不可接触无焊绝缘位移连接

的有效性能验证，采用有限的基本试验一览表；对于要求在更大范围内的性能验证时，采用扩展的完全

试验一览表。
注：在本标准中，术语“绝缘位移”缩略为“ＩＤ”，例如，“ＩＤ连接”，“ＩＤ接端”。

图 １ 可接触和不可接触绝缘位移连接举例
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﹩﹣燉．—
┉﹫﹦﹤┐：

国家质量技术监督局 ┐┐批准 ┐┐实施

第一篇 总 则

 范围

本标准适用于按第三篇进行试验和测量时是不可接触的 ＩＤ连接，而且这种连接是：
——设计合适的 ＩＤ接端；
——具有实心圆导体（标称直径为 ０２５ｍｍ至 ３６ｍｍ）的导线；
——具有绞合导体（截面为 ００５ｍｍ２至 １０ｍｍ２）的导线。
这种连接用于通信设备和采用类似技术的电子设备中。
另外，为了在规定的环境条件下获得稳定的电气连接，除了试验程序外，本标准还规定了从工业使

用实际出发的一些经验数据资料。

 目的

本标准的目的是：
——确定不可接触 ＩＤ连接在规定的机械、电气和大气条件下的适用性。
——当用来连接的工具的设计或加工不同时，提供一种试验结果可比的方法。
在使用中 ＩＤ接端有不同的结构和材料。对此，仅规定了接端的基本参数，同时所有细则方面规定

了导线和完整连接的特性要求。

 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
ＧＢ燉Ｔ４２１０—１９８４ 电子设备用机电元件名词术语（ｅｑｖＩＥＣ６００５０５８１：１９７８）
ＧＢ燉Ｔ５０９５．１—１９９７ 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第 １部分：总则

（ｉｄｔＩＥＣ６０５１２１：１９９４）
ＧＢ燉Ｔ５０９５．２—１９９７ 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第 ２部分：一般检查、电

连续性和接触电阻测量、绝缘试验和电压应力试验（ｉｄｔＩＥＣ６０５１２２：１９９４）
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ＧＢ燉Ｔ５０９５．４—１９９７ 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第 ４部分：动态应力试

验（ｉｄｔＩＥＣ６０５１２４：１９７６）
ＧＢ燉Ｔ５０９５．５—１９９７ 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第 ５部分：撞击试验（自

由元件）、静负荷试验（固定元件）、寿命试验和过负荷试验

（ｉｄｔＩＥＣ６０５１２５：１９９２）
ＧＢ燉Ｔ５０９５．６—１９９７ 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第 ６部分：气候试验和

锡焊试验（ｉｄｔＩＥＣ６０５１２６：１９８４）
ＧＢ燉Ｔ５０９５．１１—１９９７ 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第 １１部分：气候试验

（ｉｄｔＩＥＣ６０５１２１１：１９９５）
ＧＢ燉Ｔ１８２９０．３—２０００ 无焊连接 第 ３部分：可接触绝缘位移连接 一般要求、试验方法和使用

导则（ｉｄｔＩＥＣ６０３５２３：１９９３）
ＩＥＣ６００６８１：１９８８ 环境试验 总则和导则

ＩＥＣ６００６８２６０ＴＴＤ：１９８９ 环境试验 第 ２部分：试验 试验 Ｋｅ：极低浓度污染气体下模拟大气

腐蚀试验

ＩＥＣ６０１８９３：１９８８ ＰＶＣ绝缘和 ＰＶＣ护套的低频 电 缆 和 导 线 第 ３部 分：单 芯、双 芯 和 三 芯 的

ＰＶＣ绝缘的实心或绞合导体的装置导线

修改 １（１９８９）
ＩＥＣ６０３２６２：１９９０ 印制版 第 ２部分：试验方法

修改 １（１９９２）
ＩＥＣ６０６７３：１９８０ 单芯氟化聚碳酸脂绝缘的实心或绞合导体的低频细装置导线

修改 ３（１９８９）
ＩＥＣ６０９１８：１９８７ 间距为 １２７ｍｍ的适合绝缘位移接端的 ＰＶＣ绝缘的带状电缆

ＩＳＯ１４６３：１９８２ 金属和氧化涂覆层 涂覆层厚度测量 显微方法

 定义

适用于本标准的术语和定义规定在 ＧＢ燉Ｔ４２１０中。ＧＢ燉Ｔ５０９５．１中也规定了一些适用的术语和定

义。对本标准而言，规定了下面附加的术语和定义。
 绝缘位移连接（ＩＤ连接） ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ（ＩＤｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）

将单根导线嵌入接端上精密控制的槽内产生无焊连接的电气连接。槽的两边将实心导线或绞合导

线的绝缘层移开并使实心导体或多股导体变形而产生气密性连接。（见图 ２）

图 ２ 绝缘位移连接

 可接触绝缘位移连接（可接触 ＩＤ连接）（见 ＩＥＣ６０３５２３） ａｃｃｅｓｓｉｂｌｅｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ（ａｃｃｅｓｓｉｂｌｅＩＤｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）

一 种 ＩＤ连接，这种连接中进行机械试验（例如，横向卸除力）和电气测量（例如，接触电阻）时，不需

２
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打开形成和燉或保持 ＩＤ连接的结构件就能接触试验点。
 不可接触绝缘位移连接（不可接触 ＩＤ连接） ｎｏｎａｃｃｅｓｓｉｂｌｅｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ（ｎｏｎａｃｃｅｓｓｉｂｌｅＩＤｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）

一 种 ＩＤ连接，在这种连接中进行机械试验（例如，横向卸除力）和电气测量（例如，接触电阻）时，由

于 ＩＤ连接包封在元件中，不打开形成和燉或保持 ＩＤ连接的结构件就不能接触试验点。
 绝缘位移接端（ＩＤ接端） ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ（ＩＤｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）

设计成能容纳导线形成 ＩＤ连接的一种接线端。
 重复使用的绝缘位移接端（重复使用 ＩＤ接端） ｒｅｕｓａｂｌｅｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ
（ｒｅｕｓａｂｌｅＩＤｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）

能使用一次以上的 ＩＤ接端。
 非重复使用的绝缘位移接端（非重复使用 ＩＤ接端） ｎｏｎｒｅｕｓａｂｌｅｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔｔｅｒ
ｍｉｎａｔｉｏｎ（ｎｏｎｒｅｕｓａｂｌｅＩＤｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）

仅能使用一次的 ＩＤ接端。
 槽 ｓｌｏｔ

见图 ３。

图 ３ 槽

 连接槽 ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｓｌｏｔ
在 ＩＤ接 端 上 特 殊 形 状 的 开 口，适 于 将 导 线 绝 缘 层 移 开 并 保 证 接 端 和 导 线 的 导 体 之 间 的 气 密 性

连接。
在某些情况下，为了有双连接，采用第二个连接槽。

 张力松弛槽 ｓｔｒａｉｎｒｅｌｉｅｆｓｌｏｔ
在 ＩＤ接端上，特殊形状的开口，适于使应力松弛。

 臂 ｂｅａｍ
在 ＩＤ接端槽的每一边上特殊形状的金属部分。（见图 ４）

图 ４ 臂

３
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 有效直径（绞合导体） ａｐｐａｒｅｎｔｄｉａｍｅｔｅｒ（ｏｆａｓｔｒａｎｄｅｄｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）
绞合线束外切圆直径。

 导向件 ｇｕｉｄｉｎｇｂｌｏｃｋ
元件中一种特殊形状的零件，例如，将导线导向燉嵌入槽内的连接件。另外，它也可具有其他机械特

性，例如，将导线固定在正确位置、ＩＤ连接的张力松弛、在 ＩＤ接端或臂上承受二次负荷。（见图 ５）

图 ５ 导向件

 导线嵌入工具 ｗｉｒｅｉｎｓｅｒｔｉｏｎｔｏｏｌ
以一种控制的方式将导线在预先确定的位置嵌入槽内产生 ＩＤ连接的手动或动力驱动的工具。

 导线卸除工具 ｗｉｒｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎｔｏｏｌ
从 ＩＤ接端卸除导线的装置。

 型号

不适用。

第二篇 要 求

 加工质量

应按照通常切实可行的方法采用精细和熟练的方式加工连接产品。

 工具

应按制造厂提供的说明书来使用和检验工具。
工具在整个寿命期间应能进行稳定可靠的连接。
工具应设计成在操作时能避免对 ＩＤ接端和燉或导线产生损伤。
工具应使导线在槽中达到正确定位。
工具应根据对 ＩＤ连接的试验结果来进行评定。
可以是元件（例如连接器）一部分的导向件，可与嵌入工具相结合用来将导线或电缆嵌入连接槽内。

嵌 入工具应对导向件施加一合适的力。导向件可辅助导线或电缆与连接槽对准，从而形成可靠的 ＩＤ
连接。

 绝缘位移接端（﹫﹥接端）

 材料

应采用合适级别的铜合金，例如铜锡合金（青铜）、铜锌合金（黄铜）或铍铜合金。
注：如果采用黄铜，要注意应力引起的腐蚀效应。

４

﹩﹣燉．—



 尺寸

ＩＤ连接的质量取决于 ＩＤ接端的尺寸，特别是它的槽和臂以及所采用的材料的特性。尺寸应以所设

计的 ＩＤ接端适用的导线或导线范围来确定。尺寸的适用性以第三篇规定的试验一览表来验证。
 表面涂覆

接端的接触区域应镀锡或锡铅合金，或银、金、钯或者它们的合金。表面应无有害的污染或腐蚀。
 结构特性

ＩＤ接端可以根据使用要求和所配接导线的尺寸号范围来分类。这可归纳为下列类型：
——可重复使用接端：设计的要进行一次以上的连接，采用导线的导体标称直径或截面积为一种；
—— 可 重 复 使 用 接 端：设 计 的 要 进 行 一 次 以 上 的 连 接，采 用 导 线 的 导 体 直 径 或 截 面 积 有 一 定 的

范围；
——不可重复使用接端：设计的要进行一次的连接，采用导线的导体标称直径或截面积为一种；
——不可重复使用接端：设计的要进行一次的连接，采用导线的导体直径或截面积有一定的范围。
接端臂的边缘应光滑并且无毛刺，以避免无意中损伤导体或导线绝缘层。

 导线

应采用实心圆导体导线或 ７芯绞合导线。
注：有关导线的详细资料，见 ＩＥＣ６０１８９３和 ＩＥＣ６０６７３。有关 ＰＶＣ绝缘带状电缆的资料，见 ＩＥＣ６０９１８。

 材料

导体材料应为退火铜。拉断延伸率不小于 １０％。
 尺寸

应采用不同尺寸范围的导线。

——单根实心圆导线直径为 ０２５ｍｍ至 ０８ｍｍ（截面积为 ００４９ｍｍ２至 ０５ｍｍ２）；或者

——绞合导线截面积为 ００７５ｍｍ２至 ０５ｍｍ２。

 表面涂覆

实心圆导体可不电镀或镀锡、锡铅合金或银。绞合导体的每一股镀锡、锡铅合金或银。
导体表面应无污染和腐蚀。

 导线绝缘层

ＩＤ接端的详细规范应规定能配接的导线绝缘层外径。
绝缘材料应为 ＰＶＣ或其他材料，它们应符合绝缘位移工艺要求，即绝缘材料应能用 ＩＤ接端臂的内

边容易位移而不损伤导体。对绞合导体而言，绝缘材料还应保持绞合心线的位置，使其在进行 ＩＤ连接

时不产生过分变形。
对带状电缆而言，导体之间，包括形成带状结构的任何附加绝缘材料应能容易被臂顶端刺穿。

 不可接触绝缘位移连接（不可接触 ﹫﹥连接）

ａ）导线、接端和连接工具的组合应能相适应；

ｂ）在导线嵌入 ＩＤ接端连接槽时，ＩＤ接端臂的内边应能移动导线绝缘层并使导线变形；
１）实心圆导体的直径；或者

２）绞合导体的视在直径（即绞合线束的外切圆），及该绞合线各股线的直径与接端臂接触以产

生气密性连接；

ｃ）导线应能按详细规范的规定在 ＩＤ接端的连接槽内正确定位。接端与导线端头之间应有足够的

距离，其最小值取决于所用导线并应按详细规范规定；

ｄ）在一个连接槽内仅采用一根导线。

５
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第三篇 试 验

 试验

 引言

所有试验要与 ＩＤ接端和有正常操作位置中的 ＩＤ连接（例如它们的外壳）进行。
当设计的接端适用于一个以上的 ＩＤ连接时，每一个连接应单独进行试验。

 概述

按引言中说明，有 ２个试验一览表适用于下列连接：
——符合第二篇中所有要求的 ＩＤ连接应按 １３２进行试验，并满足其要求。
—— 不完全符合第二篇中所有要求（例如，不同导线和燉或接端尺寸号和燉或材料）的 ＩＤ连接应按

１３３进行试验，并满足其要求。
 试验标准条件

除非另有规定，所有试验应在 ＧＢ燉Ｔ５０９５．１中规定的试验的标准条件下进行。
在试验报告中应注明测试时的环境温度和相对湿度。
对试验结果有争议时，应采用 ＩＥＣ６００６８１的仲裁条件之一进行重复试验。

 预处理

在规定时，按照 ＧＢ燉Ｔ５０９５．１，连接产品应在试验的标准条件下进行预处理，历时 ２４ｈ。
 恢复

在规定时，在条件试验后试验样品应允许在试验的标准条件下恢复 １ｈ至 ２ｈ。
 试验样品

ａ）试验样品由元件组成，它具有一个或规定数量的不可接触 ＩＤ连接，并在每一 ＩＤ接端的一个连

接槽内嵌入一根导线（除详细规范另有规定）；与多接端元件连接的导线可以是带状电缆或大量的单股

导线（见图 ６）；
ｂ）在试验中需要安装时，除非另有规定，试验样品应采用正常方法进行安装。

 型式试验

注：就本标准中规定的试验方法而言，只要相关试验方法包括在 ＧＢ燉Ｔ５０９５时，就可引用 ＧＢ燉Ｔ５０９５中的方法来

替代。

 一般检查

应按照 ＧＢ燉Ｔ５０９５．２中试验 １ａ和试验 １ｂ进行检测。外观检查可采用约为 ５倍的放大镜进行。
所有零件应进行检验，以便确定是否满足本标准中 ８至 １０的要求。

 机械试验

注：导线接端的轴向和横向机械强度（包括相应的张力松弛特性）应由详细规范规定。

 电缆或导线弯曲

本试验的目的是评定不可接触 ＩＤ连接耐受以规定方式弯曲连接导线或电缆引起的机械应力的

能力。
试验样品应牢固地固定在位置上，使连接槽内的导线或带状电缆沿它的纵轴向悬挂着。在导线或带

状电缆自由端加一个轴向负荷 爡，使导线或电缆保持垂直。
——该负荷的值是单根导线断裂强度的 ５％至 １０％。
——要试验的带状电缆负荷为 １０Ｎ至 ５０Ｎ，适用的负荷取决于电缆中导线的数量、导线的直径、

绝缘材料的类型和材质，并由详细规范规定，该负荷应均匀分布在整个电缆上。
导线或电缆应从垂直处起从两方向弯曲导线或电缆，这样构成一个循环。除详细规范另有规定，弯
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曲角 犜应为 ３０°，另外，推荐用于详细规范的角度为 ６０°和 ９０°。
导线或电缆的弯曲应采用合适装置进行，如图 ６所示。

图 ６ 电缆或导线弯曲试验装置

除详细规范另有规定，循环次数应为 １０次。
多接端元件连接单根导线时，导线弯曲试验应按详细规范规定的每一元件要试验的导线数量进行

（也可见 １３１）。试验样品是要同时进行或按顺序进行，按详细规范规定。
在弯曲试验过程中应按照 ＧＢ燉Ｔ５０９５２中试验 ２ｅ的规定进行监测。
除详细规范另有规定，接触件故障的持续时间不应超过 １μｓ。
试验后，接端不应受到损伤，导体不应断裂。

 振动

应按 ＧＢ燉Ｔ５０９５４中试验 ６ｄ的规定进行试验。
试验样品应牢固地固定在振动台上。
试验不可接触 ＩＤ连接的元件的合理试验装置的一个例子如图 ７所示。
在试验过程中应按照 ＧＢ燉Ｔ５０９５２中试验 ２ｅ的规定进行接触故障监测。
除详细规范另有规定，接触故障的持续时间不应超过 １μｓ。

图 ７ 振动试验装置

７
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表 １

频率范围 １０Ｈｚ至 ５５Ｈｚ １０Ｈｚ至 ５００Ｈｚ １０Ｈｚ至 ２０００Ｈｚ

交越频率 — ５７Ｈｚ至 ６２Ｈｚ ５７Ｈｚ至 ６２Ｈｚ

低于交越频率的位移幅值 ０３５ｍｍ ０３５ｍｍ １５ｍｍ

高于交越频率的加速度幅值 — ５０ｍ燉ｓ２（５ｇ） ２００ｍ燉ｓ２（２０ｇ）

振动方向 ３轴向 ３轴向 ３轴向

每一方向的扫频次数 ５ ５ ５

注：有关试验严酷等级应由详细规范规定。

 重复连接和拆除（重复使用不可接触 ＩＤ接端）
本试验的目的是评定“重复使用不可接触 ＩＤ接端”耐受规定的连接和拆除次数的能力。
为了便于进行本试验，重复使用不可接触 ＩＤ连接接端可以按详细规范规定进行部分或全部拆除。
应 将 规 定 导 线 按 下 面 规 定 方 法 或 按 详 细 规 范 修 定 的 方 法 拆 除 或 嵌 入“重 复 使 用 不 可 接 触 ＩＤ接

端”。拆除和嵌入一次构成一次循环。
规定的试验循环次数的最后一次仅是导线嵌入接端，即在任何情况下，在规定的试验循环次数的末

尾应成为一个完整的 ＩＤ连接。
对于规定的试验循环的总次数而言，应采用同一个“重复使用 ＩＤ接端”。
对于每一次循环试验，应采用同一型别导线的新部位或一根新导线。
当与接端配接的导体尺寸有一定范围时，所有循环（最后一次循环除外）应采用详细规范规定的最

大尺寸导体进行试验。最后一次循环和最后一次测量应采用详细规范规定号的最小尺寸导体进行试验。
试验严酷等级：
最后一次循环采用的导体尺寸和进行的循环次数应由详细规范规定。试验循环次数的优选值是：４

次，２０次或 １００次。

 显微断面

本试验为任选，由于试验人员解释的随意性大，因此显微断面的鉴定是很困难的。
除详细规范另有规定，试验样品应采用放大 １０倍的合适的设备进行外观检查。

注：可采用 ＩＳＯ１４６３及其附录 Ａ和附录 Ｂ作为显微断面的指导性文件。显微断面的平面应正确定位，即垂直于导

线及 ＩＤ接端内的全部导线的轴线。

下面给出了可接受的连接特性要求，但所有情况应进行机械、电气和气候试验：

——实心导体或绞合线所有股应位于连接槽的敞开端和闭合端之间，其距离按制造厂规定；

——实心圆导体的直径或绞合导体的视在直径（包括与接端臂直接接触的那些股的直径）的变形应

可识别；

——应看不见由嵌入工具或导向件对 ＩＤ接端臂造成的损伤。
图 ８和图 ９是不可接触 ＩＤ连接的一些显微断面的示例。
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图 ８ 绞合导体的不可接触 ＩＤ连接的显微断面
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图 ９ 实心圆导体的不可接触 ＩＤ连接的显微断面

 电气试验

元件详细规范应规定在下列试验中采用的上限类别温度（ＵＣＴ）和下限类别温度（ＬＣＴ）。
 接触电阻

接触电阻测试应按 ＧＢ燉Ｔ５０９５２中试验 ２ａ或试验 ２ｂ（根据详细规范的规定）进行。
当不可接触 ＩＤ连接要试验时，应采用如图 １０所示的合适的测试装置。

图 １０ 接触电阻测试装置

相对于参照面的长度 爧应按详细规范规定。
采用试验 ２ｂ时，试验电流应为导体截面每平方毫米 １Ａ（１Ａ燉ｍｍ２）。施加试验电流的时间应非常

短，以便防止试验样品发热。
条件试验后接触电阻所允许的最大变化等于接触电阻初始测量值加上表 ２规定的所允许的最大变

化值。这不包括图 １０的测试装置中所示的导线长度 爧的附加电阻值。这个附加电阻值应从总的测量值

中减去。
接触电阻允许的最大变化值等于接触电阻初始测量值加上表 ２规定的所允许的最大变化值。
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表 ２

ＩＤ连接 导 体
接触电阻初始值（最大）

ｍΩ

机械、电气或气候试验后

电阻的最大变化值

ｍΩ

电镀后

实心圆导体

绞合导体

电镀后 ５ １

未电镀 １０ １

电镀后 １０ ２

未电镀 １０ ５

未电镀

实心圆导体

绞合导体

电镀后 １０ １

未电镀 １０ １

电镀后 １０ ２

未电镀 １０ ５

 电负载和温度

试验应按 ＧＢ燉Ｔ５０９５．５中试验 ９ｂ的规定进行。
除详细规范另有规定，应采用下列细则：
最高工作温度：１００℃（ＵＣＴ）；
试验时间：１０００ｈ。
试验电流应按详细规范规定。

 气候试验

元件详细规范应规定在下列试验中应采用上限类别温度（ＵＣＴ）和下限类别温度（ＬＣＴ）。
 温度快速变化

试验应按 ＧＢ燉Ｔ５０９５．６中试验 １１ｄ的规定进行。除详细规范另有规定，应采用下列细则：
低温：爴Ａ －５５℃（ＬＣＴ）
高温：爴Ｂ １００℃（ＵＣＴ）
试验时间：牠１ ３０ｍｉｎ
循环次数：５

 气候序列

试验应按 ＧＢ燉Ｔ５０９５．１１中第一篇试验 １１ａ的规定进行。除详细规范另有规定，应采用下列细则：
——高温：试验 １１ｉ
试验温度：１００℃（ＵＣＴ）
——循环湿热：试验 １１ｍ
上限试验温度：５５℃
循环次数：６
降低温度方式：２
——低温：试验 １１ｊ
试验温度：－５５℃（ＬＣＴ）

 工业大气腐蚀

试验应按 ＧＢ燉Ｔ５０９５．１１中第七篇试验 １１ｇ方法 １的规定进行，时间为 １１ｄ。
 循环湿热

试验应按 ＧＢ燉Ｔ５０９５．６中试验 １１ｍ的规定进行。除详细规范另有规定，应采用下列细则：
试验温度：５５℃
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循环次数：６
降低温度方式：２

 试验一览表

 概述

试验前，试验样品应进行加工。除详细规范另有规定每一试验样品应由嵌入一连接槽的 ＩＤ接端

组成。
 ＩＤ连接的接端适合的导线直径有一定范围时，ＩＤ连接试验应按下述进行：

ａ）表 ３中规定的试验样品数用规定导线直径范围内的最小直径进行；
ｂ）表 ３中规定的试验样品数用规定导线直径范围内的最大直径进行；

 当多接触件元件要进行试验时，所要求的试验样品数量（ＩＤ连接）应均分成组。
试验样品准备前应验证：
ａ）是否采用正确的接端和导线；
ｂ）用导线嵌入工具进行连接时：

１）采用的工具是否正确；
２）工具是否正确工作；

ｃ）用导向件进行连接时：
１）采用的元件是否正确；
２）导向件工作是否正确；

ｄ）操作人员能否生产出符合 １０中要求的 ＩＤ连接。
表 ３ 试验样品数量

试验一览表 章 条 号

重复使用或非重复

使用 ＩＤ接端试验的

样品数

附加试验的样品数

重复

使用 ＩＤ接端

ＩＤ接端适合的

导线直径有一定范围

基本试验

一览表

１３２

１３２２１

１３２２２

２０或 ２２（任选）

—

—

２或 ４（任选）

２０或 ２２（任选）

—

完全试验

一览表

１３３

１３．３．２．１．１

１３．３．２．１．２

１３．３．２．１．３

１３．３．２．１．４

１３．３．２．２

２（任选）

２０

２０

２０

—

—

—

—

—

４０或 ４２（任选）

２（任选）

２０

２０

２０

—

 基本试验一览表

当基本试验一览表适用时（见 １１２），表 ３中规定的试验样品数应进行准备并承受 １３２１的初始

检验。
当重复使用 或 非 重 复 使 用 接 端 的 ＩＤ连 接 要 进 行 试 验 时，所 要 求 的 ２０（或 ２２）只 试 验 样 品 应 按

１３２２１的规定进行试验。
当 重复使用或非重复使用接端适合的导线直径有一定范围时，两者各 ２０（或 ２２）只试验样品（见

１３１和表 ３）应按 １３２２１进行试验。
重 复 使 用 接 端 的 ＩＤ连 接 进 行 试 验 时，所 要 求 的 ２（或 ４）只 试 验 样 品 应 按 １３２２２进 行 附 加 的

试验。
 初始检验
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全部试验样品应采用 ＧＢ燉Ｔ５０９５．２中试验 １ａ进行外观检查，以确定是否符合 １０中的有关要求。
 不可接触 ＩＤ连接试验

 重复使用或非重复使用接端不可接触 ＩＤ连接试验

２０或 ２２（任选）只 试 验 样 品 或 ２×（２０或 ２２任 选）只 试 验 样 品（如 果 接 端 适 合 的 导 线 直 径 有 一 定

范围）
试 验 样 品 按 １３２１进 行 初 始 检 查 后，２０只 试 验 样 品 和 ２×２０只 试 验 样 品（按 适 用）应 承 受 下 列

试验：

试验步骤
试 验 测 量 要 求

项 目 章 条 号 项 目 ＧＢ燉Ｔ５０９５试验号 章 条 号

Ｐ１１ 接触电阻 ２ａ或 ２ｂ １２．３．１

Ｐ１２ 导线弯曲 １２．２．１ 接触故障 ２ｅ １２．２．１

Ｐ１３ 温度快速变化 １２．４．１ １１ｄ

Ｐ１４ 循环湿热 １２．４．４ １１ｍ

Ｐ１５ 接触电阻 按 Ｐ１１ １２３１

按 １３．２．１规定进行初始检测后，剩余的 ２只试验样品或 ２×２０只试验样品（按适用）应承受下列

试验：

试验步骤
试 验 测 量 要 求

项 目 章 条 号 项 目 ＧＢ燉Ｔ５０９５试验号 章 条 号

Ｐ２ 显微断面 １２２４ １２２４

 重复使用接端不可接触 ＩＤ连接的附加试验

２只试验样品或 ２×２只试验样品（任选）
２只试验样品

按 １３２１的规定进行初始检查后，全部试验样品应承受下列试验：

试验步骤
试 验 测 量 要 求

项 目 章 条 号 项 目 ＧＢ燉Ｔ５０９５试验号 章 条 号

Ｐ３１ 接触电阻 ２ａ或 ２ｂ １２３１

Ｐ３２ 重复连接和拆除 １２２３

Ｐ３３ 接触电阻 按 Ｐ１１ １２３１

２只任意的试验样品

按 １３２１规定进行初始检验后，试验样品可以承受下列试验：

试验步骤
试 验 测 量 要 求

项 目 章 条 号 项 目 ＧＢ燉Ｔ５０９５试验号 章 条 号

Ｐ４１ 重复连接和拆除 １２２３

Ｐ４２ 显微断面 １２２４ １２２４

 完全试验一览表

注：一般而言，完全试验一览表要按本标准给出的严酷度等级进行。
当 ＩＤ连接是元件整体的一部分时（如连接器），可采用有关元件详细规范给定的严酷度等级。

完全试验一览表需要时（见 １１２），表 ３规定的所要求的试验样品数应进行准备，并按 １３３１的规

定进行初始检查。
重复使用或非重复使用接端的不可接触 ＩＤ连接要进行试验时，所要求的 ６２只试验样品 应 承 受

１３３２１１、１３３２１２、１３３２１３和 １３３２１４（试验组 Ａ、Ｂ、Ｃ和 Ｄ）规定的试验。
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重复使用或非重复使用接端适合导线直径有一定范围时，所要求的 ２组（见 １３１和表 ３）每组 ６２
只 试验样品应承受 １３３２１１、１３３２１２、１３３２１３和 １３３２１４（试验组 Ａ、Ｂ、Ｃ和 Ｄ）规定的

试验。
重复使用接端不可接触 ＩＤ连接要进行试验时，所要求的 ４２只试验样品应承受 １３３２２规定的附

加试验。
 初始检查

要求的所有试验样品应按 ＧＢ燉Ｔ５０９５．２中试验 １ａ的规定进行外观检查。
 不可接触 ＩＤ连接试验

 重复使用或非重复使用接端不可接触 ＩＤ连接试验

６０只或 ６２只（任选）只试验样品和 ２×（６０或 ６２任选）只试验样品（如果接端适合的导线直径有一

定范围）
按 １３３１的规定进行初始检查后，试验样品数应承受下列试验组 Ａ、Ｂ、Ｃ和 Ｄ规定的试验。

 试验组 Ａ（任选）
２只试验样品或 ２×２只试验样品（按适用）

试验步骤
试 验 测 量 要 求

项 目 章 条 号 项 目 ＧＢ燉Ｔ５０９５试验号 章 条 号

ＡＰ１ 显微断面 １２２４ １２２４

 试验组 Ｂ
２０只试验样品或 ２×２０只试验样（按适用）

试验步骤
试 验 测 量 要 求

项 目 章 条 号 项 目 ＧＢ燉Ｔ５０９５试验号 章 条 号

ＢＰ１ 接触电阻 ２ａ或 ２ｂ １２３１

ＢＰ２ 导线弯曲 １２２１ 接触故障 ２ｅ １２２１

ＢＰ３ 电负载和温度 １２３２ ９ｂ

ＢＰ４ 接触电阻 按 ＢＰ１ １２３１

 试验组 Ｃ
２０只试验样品或 ２×２０只试验样（按适用）

试验步骤
试 验 测 量 要 求

项 目 章 条 号 项 目 ＧＢ燉Ｔ５０９５试验号 章 条 号

ＣＰ１ 接触电阻 ２ａ １２３１

ＣＰ２ 振动 １２２２ 接触故障 ６ｄ和 ２ｅ １２２２

ＣＰ３ 温度快速变化 １２４１ １１ｄ

ＣＰ４ 气候序列 １２４２ １１ａ

ＣＰ４１ 高温 １２４２ １１ｉ

ＣＰ４．２
循环湿热：

第 １循环
１２４２ １１ｍ

ＣＰ４３ 低温 １２４２ １１ｊ

ＣＰ４４
循环湿热：

剩余循环
１２４２ １１ｍ

ＣＰ５ 接触电阻 ２ａ １２３１
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 试验组 Ｄ
２０只试验样品或 ２×２０只试验样品（按适用）

试验步骤
试 验 测 量 要 求

项 目 章 条 号 项 目 ＧＢ燉Ｔ５０９５试验号 章 条 号

ＤＰ１ 接触电阻 ２ａ １２３１

ＤＰ２ 工业大气腐蚀 １２４３

ＤＰ３ 接触电阻 ２ａ １２．３．１

 重复使用接端不可接触 ＩＤ连接的附加试验

４０或 ４２只试验样品

按 １３３１的规定进行初始检查后，所有试验样品应承受下列试验：

试验步骤
试 验 测 量 要 求

项 目 章 条 号 项 目 ＧＢ燉Ｔ５０９５试验号 章 条 号

ＥＰ１ 重复连接和拆除 １２．２．３ １２．２．３

在进行 ＥＰ１步骤试验时，２只试验样品应承受 １３３２１１（试验组 Ａ）规定的试验。
剩余的 ４０只试验样品应分成 ２组，每组 ２０只：
第 １组应承受 １３．３．２．１．３（试验组 Ｃ）规定的试验。
第 ２组应承受 １３．３．２．１．４（试验组 Ｄ）规定的试验。

 流程图

为了快速查找，１３２和 １３３的试验一览表的细则分别表示在图 １１和图 １２中。
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图 １１ 基本试验一览表（见 １３２）流程图
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图 １２ 完全试验一览表（见 １３３）流程图

第四篇 使 用 导 则

 载流容量

由连接的导线或 ＩＤ接端两者中较低的传输电流容量确定了不可接触 ＩＤ连接的传输电流容量。

 工具资料

 导线嵌入工具

一般而言，对导线嵌入工具要求能建立一个不可接近的 ＩＤ连接。工具能在连接槽的两边，即 ＩＤ接

端的两边能支撑着导线。工具也可以为导线在连接槽中提供一个正确的位置，例如，正确深度，这可由深
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度止档来保证。
在使用中有不同类型的导线嵌入工具：
——在带状电缆和元件之间的连接需要将那些导线同时嵌入的工具；对于单根导线在同时嵌入之

前将其梳成一个平面状，再采用特殊工具进行；
——单根导线嵌入工具，用于单独的导线和元件之间连接；一般情况，在嵌入工具前面将有一个自

动定位装置。
这两个类型可以是手动工具和用于大量产品的动力驱动工具。

 导向件

导向件可以是元件的一部分，例如连接器，也可以是嵌入工具一部分，将导线或电缆嵌入连接槽内。
嵌入工具会对导向件施加合适的力。导向件的结构对导线或电缆与连接槽有找直对准的辅助作用，提高

ＩＤ连接可靠性。
 导线卸除工具

如果需要从不可接触 ＩＤ连接中将嵌入的导线拆除或去除，为了容易和安全的拆除导线而不损伤

ＩＤ接端（例如连接槽或接端臂），推荐采用有叉头的导线卸除工具。

 接端资料

下列资料以工业实际经验为依据。
 结构特性

ＩＤ接端的结构应考虑到材料的特性，那就是：
——接端臂能产生所需的力：这应由选择的弹性材料或者由合适的外部负荷的作用（例如，适配不

可接触 ＩＤ连接的元件的合适结构特性）给以保证；
——接端臂的槽的边能容易使导线绝缘层移位，并在臂和导体或绞合导体之间保持足够的力，以便

保持较好的电气接触；
——连接槽对导线应有导入作用。
——设计用于带状电缆的接端应有容易刺穿导体间绝缘层的尖端。

 材料

不可接触 ＩＤ接端可以是连接器接触元件（阳接触件或阴接触件）的一个整体部分。所以，具有相同

的铜基合金，诸如铜锡合金（青铜）、铜锌合金（黄铜）或铍铜合金。材料的选择取决于元件的尺寸和功能，
同样要适用于良好稳定的电气连接要求。

只要达到好的电气连接所需的力，可以采用其他接触件材料。在需要处可由外部负荷来施加这种力

（也可见 １６１）。
所有材料受到张力松弛的影响，这与时间、温度和应力有关。接端材料和结构应使保持连接的力不

会随时间降低到连接电阻增加到不可接受的程度。
 表面涂覆

通常使用 ８３中规定的电镀材料。只要具有足够防护作用，可采用未电镀接端或其他电镀材料。在

这种情况下应采用 １３３规定的完全试验一览表（见 １１２）。

 导线资料

 型别

可以采用不同于 ９中规定的绞合导线，例如，绞合的股数不是 ７股。在这种情况下，应采用 １３３的

完全试验一览表（见 １１２）。
 尺寸

只要符合本标准的范围（见第 １章），可以采用 ９２中规定范围外的导体直径或横截面积。
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在这种情况下，应采用 １３３的完全试验一览表（见 １１２）。
 表面涂覆

通常采用 ９３中规定的未电镀或电镀的实心圆导体或电镀的绞合导体。证明实用，可以采用未电镀

的绞合导体或其他的涂覆层的绞合导体。在这种情况下，应采用 １３３的完全试验一览表（见 １１２）。
表面涂覆应平滑均匀。

 绝缘层

导线绝缘层的最大直径应由详细规范规定。
绝缘材料应为 ＰＶＣ或符合本标准规定的其他材料。

 带状电缆

可以采用导向件。例如当带状电缆在连接时将各个导线嵌入相应的连接槽中并将它本身锁定在接

端外壳中。
要避免由于带状电缆和（或）端接工艺对 ＩＤ连接的质量和可靠性产生不利影响。这类影响可能由

以下因素引起：
——间距公差太大；
——导线绝缘层厚度公差太大；
——实心圆导体或绞合导线束偏心。

注：关于带状电缆的详细资料，见 ＩＥＣ６０９１８。

 连接资料

 概述

ＩＤ连接应符合相关详细规范。
一般而言，不可接触 ＩＤ连接需要防止外部张力对导体拉紧或移动。这可以采用任何合适的方式达

到，例如，导向件或其他的张力松弛件。
在接端两边，导线绝缘层应包着导体。在绝缘层与接端之间不应看到导体。
导线应位于连接槽内的正确位置，即：
——导体应以一种不妨碍臂的弹性方式定位于连接槽内；
——导线端头与 ＩＤ接端之间应有足够的纵向长度。在 ＩＤ连接中采用绞合导线时，这个端头是较

重要的，端头上绝缘层一直保留在导线束上。
ＩＤ接端臂的内边应对导线有变形作用：
——单根实心圆导体的直径；或

——绞合导体的视在直径和绞合导体中与臂接触的各股线的直径。
导体或各绞合线与臂的内边之间绝不应有绝缘微粒存在。
不可接触 ＩＤ连接的使用中有不同类型的 ＩＤ接端，例如，接端设计成只接受：
——单个 ＩＤ连接；
——两个或两个以上的 ＩＤ连接。
为了降低电化腐蚀效应，应注意选择导体和接端材料及镀层，使材料的金属电化序列尽可能接近。
接端要使用一次以上时，应采用重复使用类型的接端。对于每一次新的连接，需要使用导线的新的

部分或一根新的导线。
 在连接槽内多于一根导线以上的 ＩＤ连接

通常情况下，在一个连接槽内仅由 １根导线形成一个 ＩＤ连接，但是，在实际应用中，有时在每个槽

内采用 ２根导线，也有满意的结果。
目前，在每个槽内多于 ２根导线的还无实际使用经验。
在一个连接槽内采用 １根以上的导线时，机械和电气试验应在每根导线上进行，并符合导线类型的

要求。试验严酷度应由详细规范规定。
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在一个连接槽内进行一根以上导线的 ＩＤ连接，制造厂说明书应给出下列细则：
——ＩＤ接端、连接槽、嵌入的导线和嵌入工具的适配性；
——导线型别；
——导线横截面；
——嵌入工序。
ＩＤ接端可以是重复使用和非重复使用类型。
在一个连接槽内用两根导线形成不可接触 ＩＤ连接的例子示于图 １３和图 １４中。

图 １３ 一个连接槽内连接两根实心导线

图 １４ 一个连接槽内连接两根绞合导线
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